台灣半導體研究中心 異質整合製程組奇美樓八樓
紫外光可見光光譜儀 (UV-VIS-NIR Spectrophotometer) 

	
一. 系統規格
1. 量測材料對於不同波長光源之吸收率、穿透率及反射率。

2. UV-VIS-NIR波長範圍：200 ～2,700 nm。(本機台附有積分球裝置) 。
3.可量測液態樣品、固態樣品和片狀樣品。
4. 絕對反射裝置(手動非同步式) 。
二.注意事項
1. 注意事項及標準製程參閱網路公告。 
2. 積分球裝置須更換配件，開放時間每週星期三、四。


